Prvy krat bolo atomove
rozlisenie dosiahnute
skenovacim tunelovym
mikroskopom STM na
krystalickom grafite.

Podstata tunelove] metody mikroskopie
je zalozena na tunelovom jave: Ak sa dva
vodicCe priblizia dostatoCne blizko, zacne
medzi nimi prechadzat prud, aj ked vodice
nie su vodivo spojene. Velkost tohoto
prudu silno zavisi od vzdialenosti vodicov -
Cim blizsie su tym vacsi prud tecCie.

Pri skenovacom tunelovom
mikroskope STM sa prudova sonda
priblizi velmi blizko ku vzorke radovo na
desiatky nm. Sonda prechadza postupne
cely povrch vzorky a zaznamenava sa
velkost prudu. Na zaklade velkosti prudu
sa spatne vypocita vzdialenost meaqdzi
sonodou a vzorkou.

Ak bola vyska sondy konstantna,
vysledkom bude vyskova mapa vzorky.

S . ¥ . 4
E - g g{ |¥; x ﬁ E ) £ 2 =

Lo

.y
H . h
“\ 4
. . S
B v
y

Data na CD disku.

Rast
-« >0vac
SUCaS . I nNq . :
Ako osti 2ahrrig vovv lkrosk
mite CTVa bolg opyie YS€ 20 rg, PlA Y
. .Ikr()skopia J] Zny
) Y
o a

4."._

o -
y eyl =

L
- -;i!ui-

[

=
£ e T e i e

Zosilnovac

vzdialensti

Kontrolna jednotka

s

}

! |

L e
S

N

.x’ii "',.I\I

!

it e
\l N
l| ]
ﬁ,;' ||
|}

e
iy

e e,
. -~

[
'1

F

e J’.::"!"
i
i
-
L
5
-
v
&
3
] E

Pruzny

Flii |

ju

- - i
i T
1l a1
| [ %I L._ ] |
1
i "u -
Th LA
I T
- !-II all
& i

ﬁ-uh?m-unJuu
iiﬂ

-
-

. i
" IFA1 . L
i L EE

A s -

¥

¥ -

I
i

J '-"'..'..-.#
|||ral“ :

‘IL ir

L ¥ -
| 1 ¥ B
g o | !
w i
I
&
E
i
i
I -
" - % ]
! W o
| Fl )
Nl - " !
| - | i
!
o [ ‘|
L ]
1 & 1l

f‘
!

'Eypaf.i
i
AL
sy
o -

§

o

/

Hrot

i

III— —
.
) [ ——

Il'l.'r'l
s

I

_\:IIJ-::/_
e
[ |
B i, |
¥ i
LW i
| "~ |
' 'u

z
j
b
- BN iy
L [ |
- ol
!
El= - et
)
I
= I

’ll!

Ly ,
iF 8

a - "Ij-. |
H I .

™

]
i
| 5

| - =
-

iﬁiﬂﬁii!!um

e T—
= B

n’

y
P | ..-'\'l'
[ .i 1
-y '
A ' l |
na PN B "
l" i i
i . [ |
i :_ [@§1 | il |
X Ll 1 |
' [ AT I ]
I L /
|‘i1| jI‘.-' !
| bl b )
] o IRRRLIE oA
| g [ | !
I | | e
| i | | =y
Ry LT TN o LTRSS
a1l S | et L
LR Y s | % i
ﬁ_r' VLA ERANETE 5., 4
I Wl el g
= . 4

ﬂﬂﬁﬁﬂﬂﬂ
:"‘T.".‘"

s

| ';ih
|I { & b ek
: l B
Jugl .l
| |
"
|

i:ll

i

|
b Eids

iy
iy ‘

E ™
| -
.I g~
I

o

P 5
fe. !
i K
4
i
I
b
o
|
A
o

AFM sonda. Hrot je velmi
tenky a jeho vrchol tvori iba
niekolko desiatok atomov.

hrot
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Data na pevnom disku pocitaca.

Ak sa hrot AFM sondy pokryje
magnetickym materialom, bude citlivy
na magnetické sily a je mozné
zobrazit “magnetické” usporiadanie
domeén.
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Pri atbmovej silove]
mikroskopii AFM sa
ako sonda pouziva hrot
na pruznom zavese.

Ak medzi hrotom
a vzorkou posobia pri-
tazlive sily, zaves sa
prehne smerom nadol.
AK su sily odpudive,
hrot sa prehne smerom
nahor.

laserovy Q&

pruzny zaves

merana vzorka

Najtazsou ulohou pri sondovej
mikroskopii je zabezpecit jej jemny
pohyb na urovni atdbmov. Dosahuje sa
pomocou piezoelektrickych modulov -
specialnych krystalov, ktoré menia tvar
vplyvom elektrického pola.

Dalej je potrebné mat velmi mald
prudovu sondu - ta sa pripravuje
leptanim platinoveho dré6tu.

vizualizacia atomov

hrotu a vzorky

Atomova silova mikroskopia AFM

Na hrot svieti laser, ktory
sa odraza a dopada na de-
tektor. Pri zmene vychylky
hrotu sa zmeni poloha la-
serovej stopy na detektore,

Z Coho sa da presne zmerat
zmena vychylky hrotu a aj
atomova sila.

Z atobmovych sil je mozne
vyhodnotit tvar vzorky.




